72016/

/zal. 1 do zarzqdzenia Rektora UJK nr
KARTA PRZEDMIOTU
Kod przedmiotu 0719-2F1ZT-F93-BPICW
Nazwa przedmiotu polskim Badania powierzchni i cienkich warstw
W jezyku angielskim Investigations of surfaces and thin films

1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIOW

1.1. Kierunek studiow FIZYKA TECHNICZNA
1.2. Forma studiéw studia stacjonarne/niestacjonarne
1.3. Poziom studiow studia I stopnia inzynierskie
1.4. Profil studiéw* ogolnoakademicki
1.5. Specjalno$é* Fiz. medyczna, elektroradiologia, nanotechnologie
1.6. Jednostka prowadzaca przedmiot Instytut FizykKi
1.7. Osoba/zespol przygotowujaca/y karte Marek Pajek
przedmiotu
1.8. Osoba odpowiedzialna za przedmiot Marek Pajek
1.9. Kontakt pajek@ujk.edu.pl

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

2.1. Przynalezno$¢ do modulu fakultatywny
2.2. Jezyk wykladowy Polski
2.3. Semestry, na ktorych realizowany jest Od 6 semestru

przedmiot
2.4. Wymagania wstepne* Podstawy fizyki

3. SZCZEGOLOWA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU
3.1. Forma zajeé Wyklad,
3.2. Miejsce realizacji zajeé Zajecia w pomieszczeniach dydaktycznych UJK
3.3. Forma zaliczenia zajeé Zaliczenie z ocena
3.4. Metody dydaktyczne Wyklad
3.5. Wykaz podstawowa L.C. Feldman, J.W. Mayer, Fundamentals of surface and thin film

literatury analysis (Elsevier, 1986)

uzupelniajaca H. Ibach, Physics of surfaces and interfaces (Springer, 2006).

4. CELE, TRESCII EFEKTY KSZTALCENIA

4.1. Cele przedmiotu (; uwzglednieniem formy zajeé)
C1- Poznanie podstawowych wiasnosci i charakterystyk powierzchni
C2- Poznanie metod modyfikacji powierzchni i wytwarzania cienkich warstw
C3- Poznanie opisu podstawowych technik badawczych fizyki powierzchni
C4- Poznanie opisu miedz warstw i wielowarstw

4.2. TreSci programowe (z uwzglednieniem formy zajec)
Struktura powierzchni i cienkich warstw

Procesy adsorpcji/desorpcji na powierzchniach

Metody wytwarzania cienkich warstw i wielowarstw

Spektroskopia fotoelektronéw i elektronéw Auger
Rozprasznie elektronéw na powierzchniach
Dyfrakcja elektronéw i promieniowania rentgenowskiego na powierzchniach
Rozpraszanie jonéw na powierzchniach i zjawisko kanalowania jonéw
Rozpylanie jonowe i jego wykorzystanie w badaniach powierzchni
Calkowite odbicie promieniowania rentgenowskiego na powierzchniach
Badania miedzywarstw i wielowarstw

4.3. Przedmiotowe efekty ksztalcenia

Efekt

Student, ktory zaliczy! przedmiot efektéw

Odniesienie do
kierunkowych

ksztalcenia

w zakresie WIEDZY':



mailto:pajek@ujk.edu.pl

W01 |zna podstawowe wlasnosci powierzchni cienkich warstw FIZT1A_ W03
W02  zna opis proceséw powierzchniowych i metod wytwarzania cienkich warstw FIZT1A_ W03
W03  [zna opis podstawowych technik stosowanych do badania powierzchni materiatow FIZT1A W03
W04  Izna opis wlasnosci migdzywarstw i wiclowarstw FIZT1A W03
w zakresie UMIEJETNOSCI:
UO1  |potrafi opisaé strukture powierzchni i charakterystyki cienkich warstw FIZT1A_UO1
FIZT1A_UQ09
U02  |potrafi opisac procesy i zjawiska zachodzace na powierzchniach FIZT1A_UO1
FIZT1A_UQ09
U03  |potrafi wybra¢ odpowiednie techniki badania powierzchni FIZT1A_UO1
FIZT1A_UQ09
w zakresie KOMPETENCJI SPOLECZNYCH:
K01 [Rozumie znaczenie procesoOw zachodzacych na powierzchniach materiatow FIZT1A K02
4.4, Sposoby weryfikacji osiagniecia przedmiotowych efektéw ksztalcenia
Sposob weryfikacji (+/-)
Efekt Egzamin P A Aktywnos$¢ Praca Praca T,
przedmio)t/owe ustny/pisemny* Kolokwium R na zajeciach® wlasna* w grupie* e (L)
(symbol) Forma zajeé Forma zajeé Forma zajeé Forma zajeé Forma zajeé Forma zajeé Forma zajeé
wWicj..|w|jC|..|wW|C|..|lW[C|..|lW|C WiC|..|W|C
..W01
..uo1
...K01
*niepotrzebne usungcé
4.5. Kryteria oceny stopnia osiagniecia efektéw ksztalcenia
For'm,a Ocena Kryterium oceny
zajec
- 3 Osiggniecie <50 - 60) % wymogow stosowanych w metodach oceny
% 3,5 Osiagniecie <60 - 70) % wymogéw stosowanych w metodach oceny
g 4 Osiagniecie <70 - 80) % wymogow stosowanych w metodach oceny
-g 4,5 Osiagniecie <80 - 90) Yowymogow stosowanych w metodach oceny
5 Osiggniecie <90 - 100) Yowymogow stosowanych w metodach oceny
N 3 Osiggniecie <50 - 60) % wymogow stosowanych w metodach oceny
% 3,5 Osiagniecie <60 - 70) % wymogow stosowanych w metodach oceny
g 4 Osiagniecie <70 - 80) % wymogow stosowanych w metodach oceny
g 4,5 Osiggniecie <80 - 90) % wymogow stosowanych w metodach oceny
S 5 Osiggniecie <90 - 100) % wymogow stosowanych w metodach oceny
3
N 3,5
;Cj 4
£ 4,5
5

5. BILANS PUNKTOW ECTS — NAKEAD PRACY STUDENTA

Obciazenie studenta
Kategoria Studia Studia
stacjonarne niestacjonarne
LICZBA GODZIN REALIZOWANYCH PRZY BEZPOSREDNIM UDZIALE 30 20
NAUCZYCIELA /GODZINY KONTAKTOWE/
Udziat w wyktadach* 30 20
Udzial w éwiczeniach, konwersatoriach, laboratoriach*




Udzial w egzaminie/kolokwium zaliczeniowym*

Inne (jakie?)*

SAMODZIELNA PRACA STUDENTA /GODZINY NIEKONTAKTOWE/ 20 30
Przygotowanie do wyktadu* 10 15
Przygotowanie do ¢wiczen, konwersatorium, laboratorium*

Przygotowanie do egzaminu/kolokwium* 10 15
Zebranie materiatow do projektu, kwerenda internetowa*

Opracowanie prezentacji multimedialnej*

Inne (jakie?)*

£ACZNA LICZBA GODZIN 50 50
PUNKTY ECTS za przedmiot 2 2

*niepotrzebne usungé

Przyjmuje do realizacji (data i podpisy oséb prowadzqcych przedmiot w danym roku akademickim)




